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Modele de transistors multi-grilles pour la conception numérique

Description du stage :

Les transistors multi-grilles sont considérés par I’'ITRS comme les meilleurs candidats pour
prolonger I’utilisation de la technologiec CMOS au-dela de la barriere des 14 nanometres.
Comme pour les technologies CMOS classiques, la conception de circuits intégrés nécessite
de disposer de modeles compacts performants et prédictifs de ces dispositifs.
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Ces modéles sont bien adaptés a la conception de circuits analogique et mixtes. Ils sont
cependant constitués d’équations fortement couplées entre-elles, ce qui augmente
considérablement le temps de simulation, et les rend inadaptés a I’étude de circuits
numériques complexes contenant un grand nombre de transistors. Pour ces derniers, les
concepteurs ont le plus souvent recours a des modéles dits « niveau-porte » qui prennent
seulement en compte la fonction logique réalisée par une porte et les caractéristiques
temporelles de celle-ci (i.e. les temps de propagations).

Pour les technologies CMOS classiques, les parameétres de ces modeles « niveau-porte »
sont renseignés directement par les fondeurs au travers des design kits, ce qui n’est pas encore
le cas pour les circuits a base de transistors multi-grilles.

Le travail du stagiaire consistera a établir des modeles « niveau-porte » de circuits logiques
réalisés a 1’aide des deux technologies de transistors multi-grilles les plus prometteuses, le
FIinFET et le transistor a grille entourante (GAA) et a réaliser une étude comparative de leurs
performances (étude destinée aux designers).

L’équipe SMH de ICube a récemment mis au point un modele compact predictif (en
Verilog-a) du FinFET et une 1°° version de modéle compact du GAA. L’établissement et la
caractérisation de ces modeles «niveau porte » se feront a partir de simulations de ces
modeles compacts ou du modele T-CAD de la porte.
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